FoToN 77, Lato 2002 53

Miedzy fizykg a medycyng
Marta Targosz
studentka fizyki UJ

Migdzy fizyka a medycyng — to stwierdzenie dobrze okresla
specjalno$¢, jaka wybratam, studiujac fizyke na Uniwersytecie
Jagiellonskim. Jest to fizyka medyczna — jedna ze specjalnosci,
ktora uczy, jak praktycznie wykorzystywaé wiedz¢ zdobyta na
studiach, pokazuje, jak wazng rolg we wspolczesnych naukach
medycznych spetnia fizyka. Studia fizyki medycznej mozna za-
liczy¢ do studiéw interdyscyplinarnych, poniewaz oprocz kurséw
fizyki zawieraja kursy z zakresu medycyny, biologii i chemii.

Ukonczytam Liceum Ogodlnoksztatcace im. Marii Sktodowskiej-Curie w Suchej
Beskidzkiej, gdzie uczytam si¢ w klasie o profilu ogélnym. Zawsze fascynowaty
mnie przedmioty Sciste, takie jak fizyka, biologia, chemia, dlatego konczac liceum,
stangtam przed trudnym wyborem: jaki wybraé kierunek, aby pogodzi¢ te zainte-
resowania? Gdy ustyszalam o fizyce medycznej, wydata mi si¢ bardzo cickawa
specjalnoscig i postanowitam, ze bede studiowac fizyke.

Obecnie jestem na pigtym roku i pisz¢ pracg magisterska w Zaktadzie Fizyki
Do$wiadczalnej IF UJ, a temat mojej pracy brzmi ,,Zastosowanie mikroskopu sit
atomowych do badania zywych komoérek krwi”.

Mikroskop sit atomowych (AFM) nalezy do rodziny mikroskopow bliskich
oddziatywan (SPM). Mikroskop AFM, w odréznieniu od innych mikroskopow,
nie ,,oglada” badanej probki, poshugujac si¢ odpowiednim ukladem optycznym,
ale tworzy obraz przez oddziatywanie z powierzchnia probki. Z pewno$cig brzmi
to troche dziwnie — bo jak bada¢ komorke czy molekule ,przez dotyk™? Okazuje
si¢, ze wytlumaczenie, a jednocze$nie pomyst na zbudowanie takiego mikroskopu,
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Przede wszystkim potrzebne jest ostrze, ktore bedzie bezposrednio oddziaty-
wac z powierzchnig probki — ,,dotykac” jej. Ostrze stanowi bardzo wazng czg$c
mikroskopu, jego ksztalt i rozmiar jest dobierany odpowiednio do rodzaju badanej
probki. Ostrze umieszczamy na bardzo elastycznym ramieniu, ktore jest glownym
elementem odbierajgcym informacje o badanej powierzchni. Wielko$¢ odksztalce-
nia (wygiecia) ramienia, bedaca odpowiedzia na zmiane topografii probki, jest od-
powiednio monitorowana poprzez uktad pomiarowy. W celu dokonania pomiaru
odchylenia ramienia waski strumien $wiatta emitowany przez specjalng diode pot-
przewodnikowa pada na ramie, tuz nad miejscem, w ktérym przyczepione jest
ostrze. Swiatlo odbija si¢ od niego i pada na czterosegmentowy detektor pozycyjny.
Podczas skanowania rami¢ wychyla si¢ z potozenia réwnowagi z powodu réznic
w topografii badanej powierzchni. Z kolei ruch ramienia sprawia, Zze zmienia si¢
kat odbicia $wiatfa, a tym samym przesuwa si¢ miejsce padania wigzki na fotodiode.
Kolejng wazna czesciag mikroskopu AFM jest uktad do precyzyjnej kontroli ruchu
probki. Realizuje si¢ go poprzez umieszczenie probki na uktadzie elementow pie-
zoelektrycznych. Wykorzystujac zjawisko piezoelektryczne, poprzez przytozenie
odpowiedniego napiecia na elementy uktadu mozemy bardzo precyzyjnie zmieniaé
potozenie probki wzgledem ostrza mikroskopu.
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Krwinka czerwona atakowana przez bakteri¢

Mikroskop sit atomowych, nalezagcy do nowej generacji mikroskopow, ma
bardzo wiele zastosowan, nie tylko do badan biologicznych. Pozwala na doktadne
wyznaczenie topografii powierzchni badanych obiektéw, zbadanie whasnosci po-
wierzchni, obserwacje zmian na powierzchni btony, wyznaczenie sity wiazania
chemicznego. Mozemy badac¢ uktady biologiczne od molekut przez r6zne komorki
do tkanek, a badania mozna przeprowadzaé nie tylko w powietrzu, ale tez i w cie-
czy (!). Badanie komoérek w ich plynie fizjologicznym pozwala zaobserwowaé
procesy, jakie zachodza w btonie komérkowej zar6wno w warunkach zblizonych
do naturalnych, jak i po dodaniu czynnikoéw znieksztatcajacych btong. Réwniez
przygotowanie preparatu jest znacznie prostsze i mniej ingerujace w strukture ba-
danego obiektu, w poréwnaniu np. do preparatyki stosowanej w mikroskopii ele-
ktronowej.



